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 我々の研究室では、特定元素周囲の局所構造を 3 次元的に解析できる蛍光 X 線ホログラフィ

ーの開発に取り組んでおり、ドーパントの構造決定などに利用されてきた。蛍光 X線ホログラフ

ィーは、基本的に大型放射光施設のエネルギー可変 X線を必要とするため、ビームタイムの問題

もあり、測定できる試料の数に限界がある。そこで、我々は新たに、電子顕微鏡を用いた逆光電

子ホログラフィーを提案した 1。この手法は、研究室でいつでも

測定できるメリットの他に、真空中で測定するため軟蛍光 X 線

の検出も可能である、従って、軽元素に着目したホログラムが測

定可能できる。また、電子線のエネルギーを変えることにより非

弾性平均自由行程を制御できるため、表面構造とバルクの構造

を同一の手法で測定できる。しかし、新しい手法のため、解析に

必要な基礎情報が不足している。本研究では、SrTiO3を用いて酸

素周辺の局所構造を測定することにより、軽元素への対

応と高エネルギー電子での測定の可能性を検証した。  

本研究では、Fig.1に示す角度θ、φを、0°≦θ≦60°

(⊿θ=1°)、0°≦φ≦359°(⊿φ=1°)の範囲で回転させ

ながら電子線を照射し、各角度での特性Ｘ線強度を測定

することでホログラムを記録した。ここでは、1.5keVと

20.0keVの加速電圧を用いて測定し、図２a)で示すホログ

ラムを得た。これらのホログラムには、図２のように前

方散乱ピークや菊池線のような従来の光電子ホログラ

フィーで見られるパターンが観測される。20.0keV のホ

ログラムには長い非弾性平均自由行程を反映させたバ

ルク敏感なパターンが現れた。このパターンから像再生

を行い、図２b)の原子像を得た。この原子像では理論位

置と同様の位置に原子像が再生され、軽元素周囲のホロ

グラムが測定することが可能であることが確認された。 
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Figure 2 Measurement of Inverse 

Photoelectron Holography 

Figure 1 a) The Measured Hologram  

b) The atomic image from 1.5keV hologram 
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